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Resumo:

A incorporacdo de agentes antimicrobianos em resinas acrilicas pode ser uma alternativa para
reduzir os microorganismos patogénicos, entretanto sua resisténcia a flexao pode ser alterada devido
a mudancas na composigdo. Objetivo foi avaliar a resisténcia a flex&o, atividade antimicrobiana de
resinas auto polimerizavel (RAA) e termo polimerizavel (RAT) incorporadas com tungstato de prata
(a-Ag 2 WO 4 ) e vanadato de prata (3-AgVO 3 ) nas concentracdes 0%, 0,5%, 1% e 3%. Os
semicondutores foram adicionados ao p6 das resinas para confeccdo dos espécimes: 65 x 10 x 3,3
mm para a resisténcia a flexdo, 6 x 10 mm para atividade antimicrobiana. A resisténcia a flexdo
(n=10) foi avaliada com carga 20 Kgf/5 mm/min. Os biofilmes de S. mutans e C. albicans (n=2) foram
formados por 48h nos espécimes e os espécimes foram corados gotejando 300uL da solugéo
Live/Dead® BacLight™ L 7007 (Molecular Probes, Inc., Eugene, OR, EUA) para analise da adesao
microbiana em Microscéopio Confocal de Varredura a Laser (CSLM; Leica Microssystemns CMS,
Mannheim, Alemanha) com aumento de 63x. ANOVA e bonferroni foram aplicados (p&gt;0,05) para
resisténcia a flexao e andlise qualitativa para a MCL. Para resisténcia a flexdo, RAA ndo apresentou
diferenca entre grupos com incorporagdo dos semicondutores (p&gt;0,05) e a RAT apresentou
reducdo da resisténcia a flexdo no grupo 3% a-Ag 2 WO 4 e 1% e 3% R- AgVO 3. Para a MCL, o
grupo 3% R-AgVO 3 apresentou reducdo da adesédo C. albicans em relagdo ao controle e o grupo
3% a-Ag 2 WO 4 apresentou mais células vivas (verdes) em relacéo ao controle. Para S. mutans, os
grupos 3% R-AgVO 3 de ambas as resinas apresentaram reducdo da adesdo quando comparado
com seus respectivos controles. A incorporacéo de a-Ag 2 WO 4 ndo reduziu a adesao de S. mutans.
Conclui-se que a incorporagdo dos semicondutores promoveu redugdo da resisténcia a flexdo para
a RAT e a incorporacéo do R-AgVO 3 promoveu reducdo da adesao de C. albicans e S. mutans.
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